Posudek vedouciho bakalarské prace

Tomas Horak:
Opticka elipsometrie

Téma obhajované bakalaiské prace se vénuje optické elipsometrii jako metodé rozsifujici nase
moznosti zkoumani optickych rozhrani mezi riznymi materidly a umoznujici nalezeni jejich
zakladnich optickych parametrii — komplexni hodnoty indexu lomu a u tenkych vrstev i jejich
tloustky.

Po strance experimentdlni se prace na zadaném tématu opird o elipsometr LEOI-44 firmy
Lambda Scientific Inc., na kterém se méfi elipsometrické parametry povrchi na vinové délce
HeNe laseru, tj. 632,8 nm.

Student na zadaném tématu pracoval soustavné, jednotlivé konzultace a meéfeni vSak
vzhledem jeho Casovému zaneprazdnéni nebyly pravidelné. Nejprve se zevrubné obeznamil
s metodami optické elipsometrie a nastudované poznatky stru¢né shrnul v prvni ¢asti prace.

V experimentalni ¢asti se pak v€noval méfeni vzorki na elipsometru LEOI-44. Na dodaném
referenénim vzorku vrstvy SiO; na kfemiku si vyzkousel méteni a nasledné vyhodnocovani
namétfenych dat. Kromé etalonového vzorku pak zméfil 1 nékolik dalSich vzorki vrstev SiO»,
MgF, a AlF; na skle. Zajimavé by bylo 1 méfeni indexu lomu nepovrstvenych materiald, ale
pro tato méfeni jiz nebyl Casovy prostor.

Student na tématu pracoval do velké miry samostatn¢, meteni provadél peclive a systematicky
a pozadavky a doporuceni vedouciho prace respektoval. Student také prokazal schopnost
pracovat s literaturou v ¢eském i anglickém jazyce; soustavnéjsi jazykova praxe by ale byla
vitanym piinosem.

Lze konstatovat, ze piedloZzena bakalafska prace spliuje pozadavky zadani. Navic velmi
uziteCny je navrh popisu elipsometrické ulohy pro rozsifeni palety témat v pfedmétu opticka
méfent.

Praci studenta hodnotim stupném =C=.
Otazka k obhajobé:

Miizete graficky znéazornit polarizaéni stav svétla postupné v jednotlivych mistech
elipsometru LEOI-44?
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